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1.概要

当使用LCR模型衡量高电介质MLCC电容器（X7R 或 Y5V），可能存在无法实现适当的电容值的情况。

由于电容值和散逸因数受温度、电压（交流，直流）以及频率的影响，所以当无法达到理想的电容值时，可能是设计者没有的考虑到一定情况下的电容特性。当然，还有另一个原因是采用的测量方式或测量仪器的问题。

只有完全的理解MLCC电容器的特性，才能在设计中正确的使用电容器，达到设计意图。

普通电容的测量环境如下（25摄氏度）：

1. 电容值小于等于10uF（耐压值高于10V）

测试频率：1 ± 0.1kHz

测试电压：1.0 ± 0.2Vrms

2. 电容值小于等于10uF（耐压值低于6.3V）

测试频率：1 ± 0.1kHz

测试电压：0.5 ± 0.1Vrms

3.电容值大于10uF

测试频率：120 ± 24Hz

测试电压：0.5 ± 0.1Vrms

2.MLCC电容器的特性

MLCC电容器有尺寸小、可靠性高、低阻抗和无极性的优点，但其也有电容值随温度和电压改变的缺点。

在接下来的篇幅中，测量了封装为1206的10uF电容，他们分别为X7R与Y5V的MLCC电容。以此来讲解多种因素造成的电容值和散逸因数的变化。

2-1 温度特性

所有的测试都在1kHz，1Vrms下进行。

温度特性如下图：




在图中可以看到MLCC电容在不同的温度中的特性。电容值在低温和高温都会有点一定的下降，在25度时最有更好的温度特性，一般来说X7R的变化率要在正负10%以内，YUV在+ 30% / -80%以内。逸因数随着温度的升高而降低。

2-2 电压特性

(1) AC电压特性

在25摄氏度，1kHz的环境中测试。




我们可以看到X7R电容容值变化在±5%以内，散逸因数随着AC电压的升高而升高。Y5V电容容值变化在-50%以内，散逸因数先升高后减小。但散逸因数比X7R要来的高。

(2)直流偏置特性

在25摄氏度，1kHz，1Vrms下测量。




我们可以看到，电容的容值在不同的直流偏置下变化非常的大。X7R掉60%的容值，Y5V可以掉90%。散逸因数随着直流偏置的增加而减小。

2-3 频率特性

Y5V电容掉至50%以下是由于通常该电容不会在1Vrms的AC电压下工作。所以该情况为0.1Vrms的情况（坑爹啊，这里原来没仔细看，没弄清楚，所以以为怎么在所有的频率都损失了，被老板鄙视了）。




可以看出，MLCC具有较好的频率稳定性（在图中的频率范围内）。

如果在大的范围内。。。X7R的情况。







